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Ehrungen 

Zurn 60. Geburtstag
 
von Heinz Niedrig, April 1995
 
Kolloquium uber Elektronenstrahl­

technologie und Mikrosystemtechnik,
 
28. April 1995, im Optischen Institut 
der Technischen Universitat Berlin, 
im Horsaal P 164. 

Begrufiung durch den Universitats­
prasidenten und den Dekan des Fach­
bereiches Physik. 

Dr. F. Hohn, IBM-Watson-Labora­
tory, Yorktown Heights, USA: Elek­
tronenstrahl-Lithographie: Gateway 
fur die Chipfabrikation. 

Dr. 1. Frosien, ICT Integrated Cir­
cuit Testing GmbH, Heimstetten: 
Elektronenstrahltechniken fur die 
Halbleiterelektronik. 

Dr. E. Quandt, Forschungszentrum 
Karlsruhe, Institut fur Materialfor­
schung: Werkstoffentwicklung fur 
Dunnschicht-Aktoren in der Mikrosy­
stemtechnik. 

Geselliges Treffen. 
Die Kollegen des Optischen Institu­

tes: 
O. Bostanjoglo, H. 1. Eichler, 1. Kross, 
M. Lambeck, H. Weber. 

,,wir gratulieren unserem Mitglied 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Heinz Niedrig 
zu seinem 60. Geburtstag. Die Gratu­
lation sei auch mit Dank verbunden 
fur sein Engagement als Vorsitzender 
und Vorstandsmitglied unserer Ge­
sellschaft. 

Wir wunschen Herrn Niedrig wei­
terhin alles Gute, Gesundheit und 
Schaffensfreude. Der Vorstand 
M. Ruhle, H. Zierold, W. Hert, H. 
Rotta, J. Heydenreich, H. Licht, H. 
Rose, B. Tesche, M. Trendelenburg". 

Zurn 60. Geburtstag 
von Harald Rose, Mai 1995 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ueber Herr Rose! 
Eigentlich wollte Herr Ruhle in seiner 
Eigenschaft als 1. Vorsitzender ein 
paar Worte fur die Deutsche Gesell­
schaft fur Elektronenmikro kop ie an 
Sie richten. Er ist nun aber leider 
doch wegen dringender anderer Ver­
pflichtungen an der 'Ieilnahme am 
heutigen Kolloquium erhindert. Da 
Sie, lieber Herr Rose, e aber verdient 
haben, daB seitens der DOE heute we­
nigstens kurz er ahnt ird, ein wie 
wichtiges Mitglied dieser Gesellschaft 
Sie seit lahrzehnten ind, will ich ver­
suchen, dies anstelle von Herrn Ruhle 
zu tun. Durch Studium alter Mitglie­
derlisten habe ich festgestellt, daB Ihr 
Name in der itgliederliste von 1971 
noch nicht zu finden ist, wohl aber in 
der von 1978/79. Spatestens seitdem 
sind Sie ein regelmafiiger und aktiver 
Teilnehmer an unseren Tagungen und 
Kongressen gewesen, haben auch sebst 
mehrfach an der Vorbereitung und 
Veranstaltung von Tagungen aktiv 
und entscheidend mitgewirkt, bei­
spielsweise an der 25. Tagung unserer 
Gesellschaft 1991 hier in Darmstadt. 
Seit 1990 gehoren Sie dem Vorstand 
der DGE an. Mit Ihren immer enga­

gierten, deutlichen und ungenierten 
Meinungsaufierungen haben Sie auf 
Tagungen und in Sitzungen oft zu 
Lebhaftigkeit der Diskussion beige­
tragen. Diskussionen, an denen Sie 
sich beteiligt haben, waren zwar 
manchmal kontrovers, aber langwei­
lig waren sie nie! Sie haben immer 
wieder interessante neue und originel­
le Ideen zur Losung schwieriger theo­
retischer und technischer Probleme 
gefunden, und es ist Ihnen immer 
wieder gelungen, engagierte und talen­
tierte junge Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu betreuen, von denen einige 
sich inzwischen selbst einen eigenen 
international anerkannten Namen als 
Wissenschaftler gemacht haben. 

Ich muf hier aus Zeitgrunden auf 
eine vollstandige Aufzahlung und 
Wurdigung Ihrer Beitrage zur Wis­
senschaft verzichten, will aber kurz 
einige Stichworte nennen: Sie sind ein 
fuhrender Experte auf dem Gebiet der 
nicht-rotationssymmetrischen elektro­
nenoptischen Abbildungssysteme mit 
gerader und gekrummter Achse, die 
u. a. zur Korrektur von Farb- und 
Offnungsfehler sowie fur die Energie­
filterung des elektronenmikroskopi­
schen Bildes benotigt werden und ha­
ben somit die Tradition Ihres Lehrers 
Otto Scherzer wurdig fortgesetzt. Sie 
haben sich ferner sehr erfolgreich mit 
der Abbildungstheorie beschaftigt, 
insbesondere auch mit dem Beitrag 
der inelastischen Elektronenstreuung 
dazu, mit der Optimierung der Abbil­
dung in der Ruhbild- und Raster­
Durchstrahlungs-Elektronenmikrosko­
pie sowie mit den stochastischen 
Coulomb-Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Elektronen innerhalb 
eines Elektronenstrahlbundels. 

Wir hoffen, daf Ihnen und uns 
Ihre Gesundheit und Arbeitskraft 
noch lange erhalten bleiben. 

Friedrich Lenz; 5. Mai 1995 
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Nationaler und internationaler Tagungskalender 

Nationaler und internationaler Tagnngskalender
 

1995 

20.- 30. 6. Lausanne, Schweiz:
 
Congres »Trinoculaire« de Microsco­

pies Electroniques, Joint Meeting
 
SBM, SFME, SGOEM.
 
Information: P. A. Buffat, EPFL-CI­

ME, Bat. MXC, CH-1015 Lausanne,
 
Fax +4121 6934401, e-mail: philippe.
 
buffat@cime.epfl.ch
 

13.-18. 8. Kansas City, USA:
 
Annual Meeting of the Microscopical
 
Society of America. Information:
 
MSA Business Office, P.O. Box MSA,
 
Woods Hole, MA 02543, USA, Tel.
 
(800) 538-3672, Fax (800) 548-9053
 

28. 8.-1. 9. Eindhoven, Holland:
 
Cryo-Workshop. Organized by the
 
Dutch Society of Electron Microsco­

py and Philips Electron Optics. Infor­

mationen: Wim M. Busing, Philips
 
Electron Optics, Applications Labo­

ratory, Building AAE, P.O. Box 218,
 
NL-5600 MD Eindhoven,
 
Tel. +3140766048, Fax +3140766102
 

4.- 6.9. Firenze, Italien: 
22nd International Symposium on 
Acoustical Imaging. Informationen: 
Prof. Piero Tortoli , Chairman, Elec­
tronic Engineering Department, Uni­
versity of Florence, Via S. Marta, 3, 
50139-Florence, Italy 

10.-15. 9. Leipzig: 
27. Tagung der Deutschen Gesellschaft 
fur Elektronenmikroskopie mit den 
DGE-Arbeitskreisen. Information: 
Dr. G. Hoheisel, Universitat Leipzig, 
Fachbereich Biowissenschaften, Tal­
straBe 33, 04103 Leipzig, Tel. (0341) 
7165307, Fax (0341) 9603099 
Dr. G. Kastner, Max-Planck-Institut, 
fur Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 
06120 Halle/Saale, Tel. (0345) 
5 5827 39, Fax (03 45) 5 5825 55 

9.-13. 10. Montreux:
 
ECASIA 95. 6th European Confe­

rence on Applications of Surface and
 
Interface Analysis. Information:
 
EPFL-ECASIA '95. Dept. des Mate­

riaux/LMCH, 1015-Lausanne, Fax
 
(0 21) 6 93 39 46 

1996 

8.-17. 8. Seattle: 
17. Congress and General Assembly 
of the International Union of Cry­
stallography. Information: Prof. R. F. 
Bryan, Dept. Chemistry, University 
of Virginia, Charlottesville, VA22903, 
USA 

11.-16. 8. Minneapolis, MN, USA: 
Annual Meeting of the Microscopical 
Society of America and the Micro­
beam Analysis Society. Information: 
MSA Business office, Box MSA, 
Woods Hole, MA 02543, USA 

26.- 30. 8. Dublin, Ireland: 
XI EUREM 96. Information: Dr. Da­
vid C. Cottell, The Electron Micro­
scopy Laboratory, University College, 
Belfield, Dublin 4, Ireland 

August Hong Kong: 
6th Asia-Pacific Conference on Elec­
tron Microscopy APEM 6. Informa­
tion: Dr. E. C. Chew, Dept. of Ana­
tomy, Chinese University of' Hong 
Kong, Shatin, New Territories, Hong 
Kong 

1997 

17.-22.8. Cleveland, Ohio, USA:
 
Annual Meeting of the Microscopical
 
Society of America.
 
Cleveland, Ohio, USA.
 

6.-11. 8. Brockenridge, CO, USA:
 
Microbeam Analysis Society.
 

7.-12.9. Regensburg:
 
Dreilandertagung
 
(SGOEM / SSOME, OGEM, DGE)
 

1998 

XIVth International Congress on
 
Electron Microscopy.
 
Cancun, Mexico.
 

Annual Meeting of the Microscopical
 
Society of America.
 
Atlanta, GA, USA.
 

Stellengesuch
 

Biologe, Elektronenmikroskopiker,
 
31 Jahre, Promotion Nov. 94, Schwerpunkte Mikrobiologie,
 
Mykologie, Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mi­

kroorganismen, Elektronenmikroskopie (REM, Immun-EM,
 
EELS/ESI), gute EDV-Anwenderkenntnisse, mehrere Publika­

tionen in engl. Sprache, sucht bundesweit/international her­

ausfordernde Tatigkeit in Forschung, Industrie, im offentl,
 
Dienst bzw. Umweltschutzbereich.
 

Zuschriften erbeten unter:
 
Dr. Felix Franz, Sieglindestr. 74, 95445 Bayreuth
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Zur Geschichte der Elektronenmikroskopie 

Hiermit beantrace/n ich/wir die Aufnahme in die 

Deutsche Cesellschaft fOr Elektronenmikroskopie e. v. 
ats 

o oersonucnes Mitglied uahresbeltraq OM 70,-) 

o Institutsmitglied uahresbeltrac OM 100,-) 

o Firmenmitglied uahresbeltrao OM 150,-) 

o tecnnlscner Mitarbeiteruanresbettrac OM 50,-) 

o stucentlscnes Mitglied, Senior uanresoeltrac OM 30,-)
 

cewunschtes bitte ankreuzeni
 

Name: Geb.: 

Beruf: Fachrichtung: 

Privatanschrift: 

releron 

Dienstanschrift: 

Telefon: 

Datum: Unterschrift: 

Sitte zurucksenden an: 

DEUTSCHE CESELLSCHAFT FUR ELEKTRONENMIKROSKOPIE E. V. 
z. H. Herrn Or. Walter Hert
 

c/o Gatan GmbH
 
mcostadter str 40
 
80807 Munchen 
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Beschallnngstechnik
 
I . I 

Mit Diskette und Begleitheft 
Wolfgang Ahnert · Frank Steffen "Beschallungstechnik-Ubungsprogramm" 

lescballunlS­

tecbnjk
 

Grundlagen und Praxis 

nen der 
lIungsanlage 

eine Anforderungen an die 
lIungsanlage 

mlage werden folgende Anforderungen gestellt [2.2] : 

>eutlichkeit und Durchsichtigkeit, 
namik,
 
kustischen Gleichgewichts zwischen den einzelnen Teilen
 
prache, Gesang, Instrumentalmusik),
 
nstimmung zwischen optischer und akustischer Lokalisa­

nd "Simulations"-Quellen, auch bei grol3en Abmessungen
 
~ormen des Aktions- bzw . Rezeptionsbereiches,
 
hung komplizierter Raumformen,
 
~ des Zuschauerraumes in das Spielgeschehen,
 
aumakustischen Parameter des Wiedergaberaumes,
 
aurnklangeffekten, z . B. wand ernde Schallquellen, im ge­

raum,
 
emdung menschlicher und instrumentaler Stimmen sowie
 
.er Gerausche und Klange als vorsatzliche Gestaltungsmit-


Vorprogrammierung von Programmteilen zur Erleichte­
n Ablaufs . 

enannten Anforderungen ganz allgemeine Gultigkeit ha­
tzten nur fur grol3e Beschallungsanlagen kultureller Ein ­
rderungen bilden die Grundlage der beschallungstechni­
der Projektierung vor ausgeht und die Verbi ndung schafft 
en des Auftraggebers und der technischen Realisierung. 

~z:=:====================;::=======~technologische n Anforderungen, die an die Anlage ge­en 
stellt werden, auch die raumakustischen Bedingungen, unter denen sie arbeiten 
soli, moglichst genau bekannt sein . Nur so kann eine optimale Losung erreicht 
werden . 

Beschallungstechnik 
Grundlagen und Praxis 
Mit Diskette und Begleitheft 
"Beschallungstechnik-Ubungsprogramm" 

Von Prof. Dr. Wolfgang Ahnert, Berlin 
und Dipl.- Ing. Frank Steffen, Blankenfelde 

1993. Etwa 390 Seiten. Etwa 200 Abbil­
dungen. Mit EASI-Demoprogramm 
(Diskette und Begleitheft). Geb. DM 148,­

Das Buch fuhrt in die Grundlagen der Be­
schallungstechnik ein und erlautert die wich­
tigsten Interaktionen zu angrenzenden Fach­
disziplinen wie zur Raumakustik oder auch 
zur Beleuchtung. Breiten Raum nimmt 
jedoch die Anwendung elektroakustischer 
Hilfsmittel ein. Neben praxisbezogenen Er­
lauterungen der einzelnen Bausteine der Be­
schallungstechnik erfolgt die vereinfacht 
dargelegte Berechnung von Beschallungs­
anlagen, sowohl ausgehend von deren wich­

Bestell-Coupon 

2.2 Einordnung der Beschallungsanlage in
 
die architektonische Gestaltung
 

Die Einordnung der beschallungstechnischen Mitte l in die architektonische Ge ­
staltung des Raumes gehort zu den erst en Aktivitaten bei der Erarbeitung einer 
beschallungstechnischen Konzeption. Hierzu trifft der akustische Berater im 
Fall eines Neubaus oder einer grundlegenden Rekonstruktion eines Saales oder 
einer Freilichtspielstatte folgende Festlegungen, ggf. in Zusammenarbeit mit ei­
nem speziellen raumakustischen Berater: die anzustrebende Nachhallzeit, die zu 
erwartende Raumlichkeit, aber auch Mal3nahmen zur Vermeidung moglicher 
Echos. Dieses Problem wird im Hauptabschnitt 3 erla utert . Daruber hinaus hat 
er aile die Sicht des Publikums beeintrachtigenden Faktoren zu beachten. Das 
hat deshalb eine besondere Bedeutung, weil die Schallstrahler ja auf das Pub li­
kum ausgerichtet sein mussen und sich des halb meist in einern gestaltungswirk­
samen Bereich befinden. Eine optische Kasc hier ung ist nur in beschranktern 
Mal3e moglich und bringt eine Reihe akustischer Probleme mit sich, auf die im 
folgenden naher eingegangen wird (vgl. auch [2.1]). 

Die Anforderungen konnen da bei sehr unterschiedlich sein . So spielt in Sport­
statten die Vermeidung einer Sichtbehinderung auf das Spielfeld eine grol3e Rol­
le. Auch Forderungen an die Spielfeldfreiheit, die von internationalen Sportver­
banden festgelegt werden, rnussen beachtet werden. 

In modernen Meh rzwecksalen ist eine sichtbare Anordnung der Schallstrahler 
durchaus zulassig (Abb. 2.1), jedoch darf die architektonische Gesamtkonzep­
tion nicht gestort werden und auch keine Behinderung der beleuchtungs- und 

Abb. 2.1: Lautspr echeranordnung irn Ha us der Kultu r in Gera 

tigsten Kenngrofien als auch gegliedert nach 
Kategorien von Beschallungsanlagen. Ne­
ben umfangreichen Hinweisen zur anzuwen­
denden MeBtechnik schlieBt das Buch mit 
einem Kapitel tiber realisierte Beschallungs­
beispiele abo 1m Buch wurde der Erlauterung 
beschallungstechnologischer Probleme der 
Vorrang gegenuber der Beschreibung der 
Technik gegeben, da das erstere dem speziel­
len Anliegen des Buches besser entspricht. 
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DSM 982 GEMINI� 
Die neue Technologie im REM� 

Wenn Sie von Ihrem Raster-Elektronenmikroskop ein Mit diesem REM Ubertreffen Sie die bisherigen Ergebnisse 
solches Leistungsniveau erwarten, dann sollten Sie sich bei weitem - routinemaBig und in jedem Anwendungs­
fur unser revolutionares DSM 982 GEMINI entscheiden. feld. 

Bitte rufen Sie uns an: Carl Ze iss 
ProduktbereichArgentinien (01)-3 12 24 12 Australien (02)-5 16 13 33 Belgien (02)-7 19 39 11 Brasilien (0 11)-5 2441 11 

Danemark (0 42)-81 83 11 Frankreich (01)-34802000 GroBbritannien (07 07)-33 11 44 Elektronenoptische Gerate 
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Tel.: (0 73 64) 20-27 00 Norwegen (02)-97 26 50 bsterreich (02 22)-79 51 80 Spanien (01)-7 67 01 11 Schweden (08)-6 63 1000 
Schweiz (01)-4 65 91 91 SOdafrika(011)-8 86 9592 Taiwan (02)-7 72 33 33 USA (8 00)-3 56 1090 Fax: (0 73 64) 20-45 30 


